gekauft,gescannt von F.G. http://interphako.com



Polarisationsmikroskope fiir
Routine und Forschung aus
der Generation der
JENA-MIKROSKOPE
250-CF

Die Polarisationsmikroskope
JENAPOL in finf Varianten,
variabel ausriistbar

nach dem Baukastenprinzip,
sind besonders fiir Routine-
und Forschungsarbeiten in
den Montan- und Werkstoff-
wissenschaften sowie fiir Teil-
gebiete der chemischen und
medizinischen Forschung
vorgesehen.

JENAPOL u
JENAPOL d
JENAPOL interphako u
JENAPOL interphako d

JENAPOL b




_ ————— e

Universalitat und Aus-
baufadhigkeit gepaart mit
rationeller Bedienung,
ergonomischer
Gestaltung und
hervorragender
Bildqualitat

Hochleistungsféhige Pol-Optik

Frei von chromatischer
VergroBerungsdifferenz mit stark
erweitertem VergréBerungsbereich von
10X bis 1600%

Fototubus pol

Fur orthoskopische und konoskopische
Beobachtung und Fotografie, Bildebene
und Filmebene sind zueinander
konjugiert

MeBanalysator mit

Innenablesung

Minimale Beanspruchung der Adaption
des Auges ermdglicht es, genauer,
bequemer und zeitsparender zu messen
und die Vorteile der Senarmont-Methode
voll zu nutzen

Interferenztubus pol

Neue optische Lésung ermoglicht
rationelles und bequemes Arbeiten bei
interferometrischen und
polarisationsoptischen Untersuchungen

Brillante, geebnete Bilder mit Feldzahl

20 mm, ObjektivvergréBerung von 1,6 X
bis 100X bei realisierter Koehler-
Beleuchtung. Objekifelder bis

12,5 mm @, damit 18 gréBerer Bildinhalt
gegeniiber herkdmmlichen
Ausristungen.

Objektiv 50x mit numerischer Apertur
0,95 fir Konoskopie.

Auswdéhlen und Scharfstellen des
Objektausschnittes erfolgt im binokularen
Einblick des Mikroskops.

Das Objekt wird damit automatisch scharf
auf den Film abgebildet. Die
Ausbauvarianten unseres
mikrofotografischen
Aufsetzkamerasystems mf-AKS 2 sind
nutzbar.

Ablesen der Winkelwerte mit Hilfe der
fokussierbaren Bertrandlinse auf 0,05°
genau.

Austauschbare Dampfungsfilter mit
unterschiedlicher Durchléssigkeit
erméglichen blendungsfreies Arbeiten im
Durch- und Auflicht.

Der patentierte Interferenztubus pol
ermoglicht den Ubergang vom
Polarisations- zum Interferenz- oder
Phasenkontrastmikroskop sowonhl fur
Durchlicht als auch far Auflicht mit
wenigen Handgriffen.

JENAPOL-

Durchlichtausriistungen

far die Anwendung in

® Petrographie

Mineral- und Texturbestimmung an
natirlichen und technischen Gesteinen
¢ Umweltforschung

Phasen- und Mengenanalyse von
Staubgemischen

® Medizin

Bestimmung der Zusammensetzung von
Harnsteinen und Harnsedimenten in der
Harnsteinforschung und
Harnsteinvorsorge. Ermittlung von
Funktionsstérungen durch Messungen an
gefarbten Dinnschnitten in der
Histologie.

® Chemie

Technische Uberwachung der
Diingemittelproduktion in der
Agrarchemie, Messen von Material- und
Stoffeigenschaften in der Plastchemie
und Pharmazie.

JENAPOL-Durch- und
Auflichtausriistungen

inder

® Erzlagerstéttenforschung

Analyse verhittungsfahiger Minerale
® Kohlenpetrographie

Bestimmung von organischen und
anorganischen Bestandteilen

e Kristallziichtung

Ermittlung optischer Eigenschaften an
synthetisierten Einkristallen

® Metallographie

Reinheitsprifung von Metallen




Binokulare Halbschattenme-
einrichtung

hebt das Kompensatorverfahren nach de
Senarmont auf ein hdheres Niveau

Leistungsstarke Lichtquellen
sind dem
Untersuchungsverfahren angepaft

Erweitertes Zubehér

Mit neuen Lésungsvarianten flir bewéhrte
polarisationsoptische MeBmethoden zu
Ihrem Vorteil

Eisenmeteorit von Cape York (Agpalilik), NW-Granland,
Anschliff, geitzt, Netzstrukiur, M 83:1, Hellfeld, Préparat:
Vagn F. Buchwald, Technische Hechschule Lyngby,
Déanemark

Kompensation des
Objekigangunterschiedes erfolgt bei
binokularer Beobachtung mit der im
Mikroskop integrierten Halbschattenplatte
und dem achromatischen A/4-
Kompensator; die statistische
Verarbeitung der MeBwerte ermdglicht
der polarisationsoptische
Digitalkompensator RETARMET 2.

Halogenlampe 6 V 25 W mit Leuchtdichte
2000 sb und Farbtemperatur 3200 K in
der Grundausristung. Halogenlampen
12 V 100 W sind bei Bedarf ansetzbar.
Fur spezielle Anwendungen steht eine
kombinierte Beleuchtung mit
Xenonlampe 150 W und Halogenlampe
25 bzw. 100 W zur Verfligung.

Das Kompensatorprogramm umfaBt den
MeBbereich 0 bis 130 A,
polarisationsoptischer
Digitalkompensator RETARMET 2 bietet
wesentliche Arbeitserleichterung und
erweiterten Anwendungsbereich,
vierachsiger Universaldrehtisch mit neuer
mechanischer Lésung, Spindeltisch mit
und ohne Klvette

Neu im Angebot: Kreuztisch pol,
dreiachsiger Universaldrehtisch, TV-
Anpassung, Achromatischer A/4-
Kompensator fiir Senarmont-Messungen
im gesamten sichtbaren Spektraibereich.

Polarisiertes Licht (Polare 20°) ’

Carnalllit als Kluftfiillung in feinstkorniger Anhydritschicht sowie
Polyhalit, Kieserit und Halit, Zechstein lli, Fiéz Ronnenberg,
Polare 90°, M 25:1

Anhydrit, Zechstein |ll, Deckanhydrit, Polare 90°, M 25:1

Anhydritkristail, Polyhalit und feinstkérniger Anhydrit,
Zechstein lll, Fiéz Ronnenberg, Polare 90°, M 25:1,
Préaparate: Dunnschliffe, VEB Kombinat Kali, Direktionsbereich
Forschung, Sondershausen

Interferenzkontrast (Shearing-Verfahren mit differentieller
Bildaufspaltung)

A - -




JENAPOL u
far Durch- und Auflicht

Fir Diagnose und Analyse von Diinn- und
Anschliffen, wenn es darum geht, opake
Stoffe sowie Verwachsungen von opaken
und transparenten Stoffen zu
untersuchen.

Objektive

Planachromate pol mit unendlicher
Schnittweite; damit liegen alle
polarisationsoptischen Elemente im
parallelen Strahlengang.

Alle Systeme sind bezliglich Ebnung,
Bildfehlerkorrektion und Kontrast optimal
ausgelegt. Standardsatz fiir Durchlicht:
1,6: 1 (Einbauobjektiv)

GF-PA 3,2x/0,06%/— A pol

PA 10x/0,20%/ - A pol

PA 20x/0,40/0,17 A pol

PA 50%/0,95%/0,17 A pol
Standardsatz fur Auflicht:

GF-PA 3,2x/0,06%/— A pol

PA 10x/0,20/— A pol

PA 20%x/0,40/0 A pol

GF-PA 50%/0,80%/0 A pol

Zusatzobjektive

Immersionssatz flr Auflicht:

PA VI 12,5%/0,33«/0 A pol
(Vl=variable Immersion;

geeignet sind Wasser,

Glyzerin und immersionsél)

PA HI 25x/0,65%/0 A pol

GF-PA HI 50%/1,00%/0 A pol

PA Hi 100%/1,30/0 A pol
Immersionsobjektiv fiir Durchlicht:
PAH! 100%/1,30/0,17 A pol
Bemerkenswert an der neuen
Objektivreihe fur Durchlicht ist das
Ubersichtssystem 1,6: 1, das es gestattet,
Objektfelder von 12,5 mm @ zu
Uberblicken sowie das Trockensystem
50/0,95, bei dem das konstruktiv-
technologische Leistungsvermogen
ausgeschopftist.

Fur Sie ergeben sich sowohl fiir die
konoskopische als auch fiir die
orthoskopische Arbeitsweise neue
Méglichkeiten.

Okulare

Zur Standardausristung gehdren die
Brillentragerokulare P 6,3x (19) und

P 10x (20).

Zuséatzlich sind MeBokulare und weitere
Okulare aus dem Standardprogramm der
JENA-MIKROSKOPE 250-CF im
Angebot.

Fototubus pol

Es kann wahlweise monokular (z.B. bei
Mikrohartepriifung) und binokular
gearbeitet werden. Im System eingebaut
sind das zu den Schwingungsrichtungen
der Polare justierte Fadenkreuz und die
stellbare Tubusblende: beide erscheinen
scharf mit dem Objektbild. Der binokulare
Tubus ist polarisationsoptisch korrigiert.
Fiir Beobachtung oder Fotografie werden
stets 100% des Lichtes genutzt.

MeBanalysator

mit Innenablesung

Hier bieten sich besonders dann Vorteile,
wenn der Analysatorwinkel héaufig
abgelesen werden muB, wie das z. B. bei
Gangunterschiedsmessungen nach der
Senarmont-Methode der Fall ist.

Die Handhabung ist denkbar einfach:
Nach erfolgter Messung wird der
Analysator in Mittelraststellung gebracht,
die Bertrandlinse eingeschaltet und auf
die Analysatorskale fokussiert. Der
eingestelite Winkelwert kann auf 0,05°
genau abgelesen werden.

Bertrandlinse

Sie besitzt eine Doppelfunktion. Nach
dem Einschalten wird durch axiale
Verschiebung auf die Analysatorskale bei
Winkeimessungen bzw. auf den Rand der
Pupille bei der Untersuchung von
Achsenbildern eingestellt.

Auflichteinrichtung .

Sie ist nach dem Kohlerschen
Beleuchtungssystem konstruiert. Die
Strahlenumlenkung erfolgt wahlweise mit
Kompensationsprisma oder Planglas.
Fest- und Drehkompensatoren kénnen
auch im Beleuchtungsstrahlengang
angeordnet werden.

JENAPOL d
far Durchlicht

Schnellwechselkondensor

Bei realisiertem Kohler-Prinzip leuchtet
der Ubersichtskondensor groBe
Objektfelder aus. Er ist fir die
Durchlichtobjektive 1,6 : 1, 3,2x und 10x
vorgesehen.

Bei stérkeren Systemen wird mitteis
Schnellwechsel auf den
Standardkondensor, der fiir Hellfeld-,
Dunkelfeld- und
Phasenkontrastmikroskopie einsetzbar
ist, umgeschaltet.

Der Kondensorkopf 0,95 ist gegen den
Immersionskopf 1,3 austauschbar.

Obijekttisch :
Der kugeigelagerte Mikroskoptisch
besitzt einen Durchmesser von 160 mm.
In beliebiger azimutaler Lage kann eine
45°-Rast eingeschaltet werden.
Drehwinkel sind auf 0,1° genau ablesbar.
Der aufsetzbare Objektflhrer far
Standardobjekttrager 26 x48 mm und
26X76 mm hat einen Verschiebebereich
von 4030 mm.

Mit einschaltbarer Rast kann vereinfachte
Punktzahlung vorgenommen werden.
SchrittgréBen von 0,1; 0,2 und 0,4 mm
sind wahlbar.




JENAPOL b

Fir Gangunterschiedsmessungen an
medizinischen und biologischen Objekten
nach dem Senarmont- Verfahren mit
computergestitzter Auswertung bei
beliebigen Welleniangen des sichtbaren
Spektrums. ‘

HalbschattenmeBeinrichtung

Die im Mikroskop integrierte
HalbschattenmeBeinrichtung besteht aus
einem achromatischen Kompensator A/4
und einer Halbschattenplatte.

Der achromatische Kompensator A/4
erzeugt im visuellen Teil des Spektrums
unabhéngig von der Wellenléange als
wesentliche Voraussetzung fiir das
Senarmont-Verfahren immer einen
Gangunterschied von A/4.

Die in einer Baugruppe lber dem
achromatischen Kompensator
angeordnete Halbschattenplatte setzt
sich aus einer rechtsdrehenden und einer
linksdrehenden Quarzplatte, jeweils
senkrecht zur optischen Achse des
Kristalls orientiert, zusammen.

Befindet sich ein optisch anisotropes
Objekt auf dem Objekttisch, so wird das
Bildfeld in Halften unterschiedlicher
Intensitat geteilt. Intensitatsgleichheit als
empfindliches Einstellungskriterium wird
durch Kompensieren des
Objektgangunterschieds mittels
Analysatordrehung erzeugt.

Digitalanalysator

Der Digitalanalysator ist liber einen
Geber mit dem RETARMET 2 verbunden.
im Bereich von 0 bis 360° wird der
Analysatorwinkel digital angezeigt.

Digitalkompensator RETARMET 2

Im Mikroprozessor des RETARMET 2
sind Programme flr verschiedene
Kompensationsverfahren gespeichert.
Bei Auswahl des Senarmont-
Verfahrens wird der Drehwinkel des
Analysators entsprechend dem
kompensierten Objektgangunterschied
digital angezeigt. Nach Tastendruck
erscheint der vom Computer berechnete
Gangunterschied in nm auf der Anzeige
und wird bei DruckeranschluB zusatzlich
ausgedruckt. Bei Reihenmessung wird
der statistische Mittelwert sowie
wahlweise seine Vertrauensgrenze bzw.
seine Standardabweichung angezeigt.

Binokulares
Durchlicht-
Polarisationsmikroskop

JENAPOL b mit RETARMET 2

Interferenzfilter

Die Interferenzfilter der Wellenlangen

A =486 nm, 546 nm, 589 nm und 656 nm
gehdren zur Standardausriistung des
JENAPOL b und k6énnen mittels
Filterrevolver wahlweise in den
Strahlengang gebracht werden. Als
Zusatzeinheiten sind
Doppelinterferenzfilter der Wellenldngen
A =486 nm, 546 nm, 589 nm und 656 nm
mit geringer Halbwertsbreite nutzbar.

Lichtquellen

Die Halogenlampe 12 V 100 W und die
Xenonlampe 150 W gehdéren zur
Standardausriistung.

Objektive

Planachromate pol mit unendlicher
Schnittweite, Bildglite wie beim
JENAPOL u

Standardsatz:

1,6:1 (Einbauobjektiv)

GF-PA 3,2x/0,06%/— A pol
PA 10%/0,20/ - A pol

PA 20%/0,40%/0,17 A pol

PA 50%/0,95%/0,17 A pol

PA HI 100%/1,30%/0,17 A pol

Okulare

Zur Standardausristung gehoren die
Brillentragerokulare P 10X (20).
Zusatzeinheiten wie beim JENAPOL u.

Kreuztisch pol

Er gehort zur Standardausriistung. In X —
und y-Richtung um 20 mm verschiebbar.
Ablesegenauigkeit des kleinsten
Intervalls ist 0,01 mm.

Zusatzeinheiten

Alle beim JENAPOL u beschriebenen und
fiir Durchlicht nutzbaren Einheiten sind
beim JENAPOL b anwendbar.




JENAPOL
interphako u

Polarisations- und
Interferenzmikroskop fur
Durch- und Auflicht

Fur polarisationsoptische sowie
interferometrische Untersuchungen an
isotropen und anisotropen Objekten

Objektive

Planachromate fir Durchlicht sowie eine
gemischte Reihe Planachromate und
Planapochromate fiir Auflicht mit
unendlicher Schnittweite bewirken, daB
alle polarisationsoptischen Elemente im
parallelen Strahlengang liegen. Alle
Systeme erreichen hinsichtlich ihrer
optischen Qualitat die am JENAPOL u
beschriebenen Eigenschaften bzw.
Ubertreffen sie.

Standardsatz fur Durchlicht:

GF-PA 3,2x/0,06%/— A pol

PA 10x/0,20/ - A pol

GF-PA 25x/0,50%/0,17 A pol

PA 50x/0,95/0,17 A pol

PA HI 100x/1,30%/0,17 A pol

Standardsatz fiir Auflicht:
GF-PA 3,2X/0,06%/— A pol
GF-PA 12,5%/0,25%/— A pol
GF-PApo 25x/0,60/0 A pol
GF-PApo 50x/0,90%/0 A pol
GF-PApo 100x/1,35%/0 A pol

Zusatzobjektive flir Auflicht:
PAVI112,5%/0,33/0 A pol
(Vi=variable Immersion; geeignet sind
Wasser, Glyzerin und Immersionsél)
PA HI 25x/0,65%/0 A pol

GF-PA 50%/1,00/0 A pol

Okulare

Zur Standardausristung gehéren die
Brillentragerokulare P 10x(20) Zuséatzlich
sind MeBokulare und weitere Okulare aus
dem Standardprogramm der JENA-
MIKROSKOPE 250-CF im Angebot.

Interferenztubus pol

Das patentierte System erméglicht den
Ubergang vom Polarisations- zum
Interferenz- oder
Phasenkontrastmikroskop mit wenigen
Handgriffen. Damit ist die Voraussetzung
flr die Anwendung einer Vielzahl von
Untersuchungsmethoden bei
auBerordentlich zeitdkonomischem
Arbeiten gegeben.

JENAPOL interphako u mit VELOMET 2, RETARMET 2,
Thermodrucker und mikrofotografischer Einrichtung
mf-AKS 24x36 AUTOMATIC-MOT pol 2

Foto: Peter Knopfe

Kontrastverfahren:

® Interferenzkontrast (Shearing-

Verfahren bei differentieller

Bildaufspaltung)

® Positiver Phasenkontrast

® Negativer Phasenkontrast

® Grenzdunkelfeld

¢ Polarisation

Grenzdunkelfeld ist nur fir Durchlicht

vorgesehen, die Ubrigen Verfahren sind

im Durch- und Auflicht anwendbar.

MeBverfahren:

® Shearing-Verfahren im homogenen Feld

® Shearing-Verfahren im Streifenfeld

Beide Verfahren erfolgen bei totaler

Bildaufspaltung und sind im Durch- und

Auflicht praktizierbar.

Die Messung kann wahlweise erfolgen

bei

® subjektiver MeBwerteinstellung bzw. bei

® objektiver MeBwerteinstellung mit dem
elektronischen Abgleichindikator
VELOMET 2.

Fir Mikrofotografie und den Einsatz von

Zusatzeinheiten sind die

Voraussetzungen wie beim Fototubus po!

gegeben.

JENAPOL
interphako d

Polarisations- und
Interferenzmikroskop
fGr Durchlicht

VELOMET 2

Objektive MeBwerteinstellung mit dem
elektronischen Abgleichindikator
VELOMET 2 gewébhrleistet weitgehende
Befreiung des MeBvorganges von
subjektiven Einstellfehlern. Miihsames
Differenzieren von Farben und
Intensitaten failt damit weg.

Schnellwechsel-

kondensor pol/int

Funktion wie am JENAPOL u, zusatzlich
ist der Ubersichtskondensor mit einer
Modulatoraufnahme fiir Spalt- und
Gitterblenden versehen.

Beleuchtungseinrichtung

Die Mikroskope JENAPOL interphako
werden mit einer Leuchte fiir 12 V 100 W-
Halogenlampen ausgeristet.
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RETARMET 2
Polarisations-
optischer
Digitalkompensator

Mit dem RETARMET 2 bieten wir ein
Gerét an, das den Zeitaufwand fir
Messen, Ablesen und Auswerten
entscheidend minimiert.

Anwendungsgebiete
Polarisationsoptische
Gangunterschiedsmessungen sind in der
Medizin, Biologie, Mineralogie, Chemie,
Plastographie und Uberall dort notwenig,
wo von Gangunterschieden
charakteristische Aussagen abgeleitet
werden konnen.

Messen, Ablesen und Auswerten
Waéhrend der Messung bleibt das Auge
am Okular und braucht nicht immer neu
zu adaptieren. Es ergeben sich dadurch:
o erhéhte Einstellsicherheit
® schnellere Meffolge
Das Ablesen bzw. Registrieren der
MeBwerte ist méglich durch:
o direkte elektronische Anzeige
o direkte elekironische Anzeige und
Druck; hierbei erfolgt der
° automatische Ausdruck aIIer MeBwerte Digitalkompensator RETARMET 2 mit Thermodrucker
am JENAPOL u
oder das Foto: Hans-Jdoachim Mock
® Ausdrucken einzelner MeBwerte mittels
Tastendruck

Besondere Vorteile gegenlber der
herkémmlichen Messung ergeben sich
beim Auswerten. Die angezeigten
Winkelwerte werden unmittelbar in den
Mikroprozessor zur Berechnung der
Gangunterschiede eingegeben. Nach
Tastendruck wird der Gangunterschied
elektronisch angezeigt und bei
DruckeranschluB ausgedruckt.
Zeitraubendes und miihsames Ablesen
und Notieren der Winkelwerte entfalien
ebenso wie das Ausrechnen, Aufsuchen
und Interpolieren der Tabellenwerte flr
den Gangunterschied.

Bei Reihenmessung wird der aktuelle
Mittelwert standig angezeigt. Seine
Vertrauensgrenze mit einer statistischen
Sicherheit von P=95% oder seine
Standardabweichung wird wahlweise
angezeigt. Der Abbruch der MefBreihe
kann bei Erreichen des gewiinschten
mittieren Fehlers, dessen aktueller Wert
sténdig angezeigt wird, erfolgen.

Anhydritkristall mit Polyhalitsaum, umgeben von Halit,
Zechstein I, Fiz Ronnenberg, Polare 90°, M 4:1

Anhydritkristall mit Polyhalitsaum, umgeben von Halit,
Zechstein Iti, Floz Ronnenberg, Polare 0°, M 4:1, Praparate:
VEB Kombinat Kali, Direktionsbereich Forschung,
Sondershausen

e e
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Kompensationsverfahren

Die WinkelmeBeinrichtung ist an
unterschiedliche Kompensatortypen
ansetzbar. im Mikroprozessor sind
Programme fiir Kompensationsverfahren
nach Ehringhaus, de Senarmont, Brace-
Koehler und Bear-Schmitt gespeichert
und Uber Bedienpult auswahlbar.

Eine hohe Bediensicherheit gewéhrleistet
das Dialogverfahren. Durch spezifische

| Freigabe oder Sperren der Tastatur wird

| eine Fehlbedienung verhindert. Eine
Irrtumskorrektur bei Programm- und
Konstanteneingabe ist méglich.

Dynamische Messung

Sie wird als direktanzeigendes und
registrierendes Mefverfahren fir die
Messung verénderlicher
Gangunterschiede, z. B. in Abhangigkeit
von der Objekttemperatur eingesetzt.
Nach Einmessen des Nullpunktes kann
die Lageanderung eines .
Kompensationsstreifens kontinuierlich mit
dem Kippkompensator riickgangig
gemacht und bei frei vorgebbaren
terminalen Bezugspunkten zwischen 3
Sekunden und 15 Minuten der
Gangunterschied gemessen und
automatisch registriert werden. Die
MeBwerte kdnnen klassiert und mit dem
Drucker graphisch dargestellt werden.

Programme fiir Dispersions-
messungen

Die Messung der Gangunterschiede ist

bei den vier gebrauchlichen

Welleniangen A=486 nm, 546 nm, 589 nm
| und 656 nm méglich. Bei Anderung der
Wellenlange ist keine neue Dateneingabe
erforderlich. Der Nullpunkt der Eichung
bleibt erhalten.

Kippkompensatoren 0 bis 6 und 0 bis 130A nach
Ehringhaus sowie Drehkompensatoren A/4, A/8 und A/32

Weitere Programme

Neben den polarisationsoptischen
Verfahren erméglichen zusatzliche
Programme die Durchfihrung von
LangenmeBverfahren,
interferometrischen Arbeiten mit und
ohne VELOMET 2, kombinierten
Gangunterschieds- und
Langenmessungen zur Bestimmung der
Doppelbrechung sowie fotometrischen
Arbeiten mit dem VELOMET 2.

Eingabe zuséatzlicher Daten

Bei Einsatz eines Druckers kénnen
charakteristische Daten (z. B.
Versuchsnummer, Datum) (ber das
Tastenfeld eingegeben und ausgedruckt
werden.

Datenmemory gewébhrleistet, daB die
Iinhalte der Gbergeordneten
Datenspeicher, der Klassierspeicher
sowie samtliche vereinbarten
Betriebsdaten nach Abschalten des
Gerétes erhalten bleiben.

Nachriistbarkeit
Unsere polarisationsoptischen
MeBkompensatoren sind so aufgebaut,
daB die Winkelmefeinrichtung an alle
Typen angesetzt werden kann. Dazu wird
die MeBtrommel abgenommen und
gegen die optoelektronische
WinkelmeBeinrichtung ausgetauscht.
im Programm:
Kippkompensatoren 0 bis 6 A und 0 bis
130 X sowie Drehkompensatoren A/4,
A/8undA/32



Erweitertes
Tischprogramm
Universaldrehtische mit
Neuheiten und neuen
Lésungsvarianten fur
kristalloptische
Untersuchungen

Vierachsiger Universaldrehtisch
UT 1234

Traditionell und doch von héchster
Modernitét ist die optischmechanische
Losung. Der Ubergang von
orthoskopischer zu konoskopischer
Arbeitsweise erfordert nur das

Einschalten des Achromaten 50x/0,60%/S-

A pol durch Revolverdrehung. Vollig
verdndert wurde das Zentrierprinzip.
Der Universaldrehtisch mit Tischtrager
wird gegen den Mikroskoptisch mit
Tischtrager ausgetauscht. Die
Trennstelle befindet sich am Stativ. Alle
Achsen sind ab Werk zueinander
zentriert. Der Spezialkondensor langer
Schnittweite realisiert das Koehlersche
Beleuchtungsprinzip und bietet damit
zum Messen beste Kontrastverhéltnisse.
Der Universaldrehtisch ist mit Ausnahme
des JENAPOL b an aile JENAPOL-
-Mikroskope ansetzbar.

Zur optischen Ausrlistung gehéren:
Achromat 5x/0,10/S — A pol
Achromat 18x/0,20/S A pol
Achromat 50x/0,60%/S A pol

Achr. apl. Kondensor 0,4 pol
Segmentpaar np=1,516

Segmentpaar np=1,556

Segmentpaar np=1,648

Achsenbilder von Muskovit, optisch zweiachsig,
Diagonalstellung, Polare 90°, Beobachtung in Richtung
einer optischen Achse

Dreiachsiger Universaldrehtisch

uT 124

Der fiir das Polarisationsmikroskop
JENALAB pol vorgesehene dreiachsige
Universaldrehtisch kann mit Ausnahme
des JENAPOL b bei allen Mikroskopen
der JENAPOL-Serie auf den Drehtisch
pol gesetzt werden. Die
Ablesegenauigkeit fiir Dreh- und
Kippwinkel der Achsen A1, A2 und A4
betrégt 0,2°. Eine einschaltbare Nullrast
erleichtert das Arbeiten mit den
Kippachsen A2 und A4.

Die Ausrichtung der Achse A1 des
Universaldrehtischs zur Achse A5 des
Mikroskoptisches erfolgt durch eine
Dreipunktzentrierung.

Die optische Ausriistung hinsichtlich der
Obijektive und des Kondensors ist mit der
des vierachsigen Universaldrehtischs
identisch. Der Ubergang von
orthoskopischer zu konoskopischer
Arbeitsweise erfordert wie beim
vierachsigen Tisch nur das Einschalten
des Achromaten 50%/0,60%/8 A pol.

Beobachtung in Richtung der spitzen Bisektrix

Spindeltisch UT 4

Erist neu im Angebot und hat sein
Einsatzgebiet (iberall dort, wo an kleinen
Kristallen und Kristallbruchstlicken im
polarisierten Licht Beobachtungen und
Messungen durchgefiihrt werden sollen,
z. B. Brechzahlmessungen nach dem
Immersionsverfahren oder
Orientierungsbestimmungen nach der
Extinktionsmethode. Das Objekt wird an
einer Nadel befestigt und kann um eine
Achse gedreht werden, die identisch mit
der Achse A4 des Universaldrehtischs ist.
Der Drehwinkel kann an einer
MeBtrommel auf 0,5° genau abgelesen
werden. v

Eine beliebig einstellbare 90°-Rast
erleichtert das Arbeiten bei
konoskopischen Untersuchungen bzw.
bei Gangunterschieds- und
Brechzahlmessungen. Wahlweise kann
mit und ohne Kiivette gearbeitet werden.
In die Kiivette integriert ist ein
Mikroskoprefraktometer zur
interferometrischen
Brechzahlbestimmung der
Immersionsflissigkeit.

Beobachtung in Richtung einer optischen Achse

— e




———

Vierachsiger Universaldrehtisch UT 1234 am JENAPOL d

Kristalldreheinrichtung mit Spindeitisch UT 4 am JENAPOL d

Objektmarkierer mit Hartmetalispitze am JENAPOL. u

Achat von St. Egidien, Grofidinnschiiff, inneres
Erscheinungsbild einer Achatkugel, Polare 90°, M 10:1

Achat von St. Egidien, GroBdinnschliff, inneres
Erscheinungsbild einer Achatkugel, mit dem Kompensator wird
das orientierte Wachstum der Quarzkristalle sichtbar, Kristalie
gleicher kristallographischer Orientierung zeigen
Ubereinstimmende Interferenzfarbe, Polare 90°, M 10:1
Praparat: Bergakademis Freiberg, Sektion
Geowissenschaften, WB Geochemie/Mineralogie
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Mikrohértepriifeinrichtung

‘60
e "7 unserer herkdmmlichen
Mil.. o7 Haeinrichtung am JENAPOL
u ist maglich.
; T " pol
Gehért beim JENAPOL b zur
Grundausriistung und ist als
7 "' ~™an alle JENAPOL-
Mii. * , ~ansetzbar. Der
v.. " r~hereich betragt 2020 mm,
die Ablesegenauigkeit des kleinsten
Intervalls ist 0,01 mm.

TV-Anpassung

Fur den Einsatz zur Fernsehmikroskopie
vorgesehen.

Integrierte Bertrandlinse und Irisblende
ermdglichen neben orthoskopischer auch
konoskopische Bildwiedergabe.

Achat von St. Egidien, GroBdinnschliff, faseriger Quarz und
Bruchstiicke von Jaspis, Polare 90°, M 8:1

Achat von St. Egidien, GroBdinnschliff, Bandstruktur mit
Eisenoxideinlagerung, Polare 80°, M 4:1

Achat von St, Egidien, GroBdunnschiiff, fein- und grobkémiger
Quarz {inneres Erscheinungsbild einer Achatkugel}, Polare
90°, M 4:1 :

Achat von St. Egidien, GroBdunnschliff, Sphérolithe, Polare
90°, M 25:1, Praparate: Bergakademie Freiberg, Sektion
Geowissenschaften, WB Geochemie/Mineralogie

Objektmarkierer -

Fr aile JENAPOL-Mikroskope. An
Durch- und Auflichtobjekten kénnen mit
Hartmetallspitze Bereiche bis 4 mm &
markiert werden.

Weitere Zusatzeinheiten
MeBkompensatoren,
polarisationsoptischer
Digitalkompensator RETARMET 2,
Spindeltisch UT 4, Universaldrehtische.

Handelsubliche Heizkammern bzw. Heiz-
und Kithlkkammern sind an allen
JENAPOL-Mikroskopen kompatibel
einsetzbar. Zur Heizkammerausriistung
werden von uns LD-Objektive pol 4, 8X
und 25x mit groBem Arbeitsabstand
geliefert, die auch fiir andere, z. B.
praparative Arbeiten eingesetzt werden
kdnnen.




Das Kamerasystem urmfalt Varianten
mikrofotografischer
Standardausristungen, die nach Kriterien
der Okonomie, Bedienkomfort und
Anspruch an die Qualitat des Endbildes
zusammengestellt sind:
Belichtungszeitmessung oder
automatisch gesteuerte Belichtung.
Aufnahmeformat flr alle wesentlichen
Filmkonfektionierungen des Weltmarktes:
24 mmx36 mm, 6,5 cmx9 cm,

9 cmx 12 cm und 4”x 5" sowie fiir die
Polaroid-Sofortbildformate 34" x 44"
und 4"x5",

Kleinbildformat wahlweise mit manuellem
und motorischem Filmtransport.
Kassettenschnellwechsel, Kameraansatz
mit internationalem Riickteil. Aufsuchen
und Scharfstellen des Bildes im
binokularen Einblick des Mikroskops.
Das Bild ist auf dem Film scharf, denn
visuelle Bildebene und Filmebene sind
konjugiert.

Steuerelektronik in zwei
Grundausriistungen:

o Fr die wesentlichen Funktionen der
automnatischen Regelung der
Belichtungszeit.

® Fiir hochste Anspriiche — mit
automatischer Steuerung der
Belichtungszeit bei wahlweise integraler
und punktueller Messung. Automatisches
Ausldsen des motorischen
Filmtransportes.

Automatische Eingabe der
Kamerafaktoren bei Wechse! der
Kameraansétze.

Fur die Mikroskope der JENAPOL-

" Reihe mit Fototubus pol empfehlen wir

die mikrofotografische Einrichtung mf-
AKS 24x36 AUTOMATIC-MOT pol 2, die
Uber Tubusanpassung pol (enthalt 3
Projektive und Bertrandlinse auf einem
Revolver) angesetzt wird. Weitere
Ausrlistungen finden Sie in der
ausfuhrlichen Druckschrift Uber unsere
mikrofotografischen Einrichtungen
(Druckschrift Nr. 30-0600).

Mikrofotografische Einrichtung mf-AKS 24 x36
AUTOMATIC-MOT pol 2 am JENAPOL. u

Franz
Ganster

Digital unterschrieben von Franz
Ganster

DN: cn=Franz Ganster, o, ou,
email=fga@interphako.com, c=AT
Datum: 2011.05.29 14:18:43
+02'00"

TeChniSChe Daten Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehaiten.
Masse | Abmessungen Leistungs- Netz- Frequenz
inkg BxTxH aufnahme anschluB in Hz

inmm in VA inVv
JENAPOL ca. 23
d 360x560>450 33 110
JENAPOL u ca. 24 157
JENAPOL b ca.29 | 360x370x450 450 290 50 bis 60
JENAPOL interphako d ca. 33
OL interphako 360660540 110 240
JENAPOL interphako u ca. 34
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